MODELO DE PLANO DE ENSINO
FICHA N2 2 (variavel)

Disciplina: Interferéncia Eletromagnética | Cédigo: TE257
Natureza: ( X ) obrigatéria ( ) optativa Semestral ( X) Anual () Modular ( )
Pré-requisito: N&o ha Co-requisito: Nao ha

Modalidade: (X) Presencial () EaD () 20% EaD

C.H. Semestral Total: 60h
C.H. Anual Total:
C.H. Modular Total:

PD:30 LB:30 CP:00 ES:00 OR:00
C.H. Semanal: 04h

EMENTA (Unidades Didaticas)

Fontes de interferéncia eletromagnética. Mecanismos de interferéncia eletromagnética.
Bloqueio de interferéncia eletromagnética. Normas Técnicas. Modelagem Computacional

PROGRAMA (itens de cada unidade didatica)

1. INTRODUCAO A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA
1.1. Aspectos de EMC,

1.2. Histérico

1.3. Dimensdes Elétricas

1.4. Decibéis e unidades comuns de EMC

REQUISITOS DE EMC PARA SISTEMAS ELETRONICOS
LINHAS DE TRANSMISSAO E INTEGRIDADE DO SINAL
TIPOS E CARACTERISTICAS DE ANTENAS
COMPORTAMENTO NAO IDEAL DE COMPONENTES
EMISSAO IRRADIADA E CONDUZIDA
SUSCEPTIBILIDADE

EFEITO DIAFONICO

. BLINDAGEM ELETROMAGNETICA

0. DESCARGAS ELETROSTATICAS

Boo~Noakrwh

OBJETIVO GERAL

O aluno devera ser capaz de compreender as causas e os efeitos das interferéncias de origem
eletromagnética, bem como a importancia da sua consideracdo no projeto de sistemas eletrénicos
embarcados.

OBJETIVO ESPECIFICO

Ensinar conceitos na area de compatibilidade eletromagnética.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS

Aulas tedricas expositivas e resolucdo de exercicios em sala de aula. Serédo utilizados os seguintes
recursos: quadro branco, computador e projetor multimidia.




PLANO DE ENSINO

FICHA N° 2 (variavel)

FORMAS DE AVALIACAO
Os alunos serdo avaliados através de duas provas escritas e atividades de laboratério. A nota final sera
por:

MF = 0,7(A1+A2)/2 + 0,3L

onde: MF é a média final; Al e A2 sdo as avaliagBes escritas e tem peso de 70% na média final; L é a
média obtida nas atividades de laboratorio.
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Legenda:
Conforme Resolucdo 15/10-CEPE: PD- Padrdo LB — Laboratério CP —Campo ES - Estagio OR -
Orientada



